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It is proposed an appliance to the Ansteuerung by ignition 
circles that she/it to it serves to increase the security 
without an increase expenditure for hardware or wiring. Plus 
and deficit final stages of different ICs are used for it in each 
case. Also the ignition circle diagnosis now is distributed on 
two ICs in each case. The ignition circle diagnosis especially 
includes the resistance measurement of the respective 
ignition circle. On each substratum, therefore the IC, 
therefore is at least a plus - and a deficit final stage 
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existing. 

EXEMPLARY CLAIMS- 1. Device for the control of 
Zndkreisen (12, 13), whereby the device fr each Zndkreis 
(12, 13) in each case a Plu- send-gradates (11, 8) and a 
minus output stage (9, 10) as well as also - tel (4, 5, 6, 7) 
to the Zndkreisdiagnose exhibits, whereby the pluses-and 
minus output stage in each case the means (4-7) to the 
Znd-circle diagnosis is assigned and whereby the device 
also-tel (1) for the control of the pluses-and minus output 
stages up- Zndkreis (12, 13) in each case a plus output 
stage (11, 8) and egg- ne minus output stage (9, 10) of 
from each other separated Substra-ten (2, 3) are attached. 
2. Device according to requirement 1, by the fact 
characterized that the means (4-7) to the Zndkreisdiagnose 
resistance- 3. Device according to requirement 1 or 2, thus 
identified-calibrate-net that on each substrate (2, 3) at least 
pluses-(8, 11) and minus output stage (9, 10) are present. 
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@ Vorrichtung zur Ansteuerung von Zundkreisen 

© Es wird eine Vorrichtung zur Ansteuerung von Zund- 
kreisen vorgeschlagen, die dazu dient, die Sicherheit 
ohne einen Mehraufwand an Hardware oder Verdrahtung 
zu erhdhen. Dafur werden jeweils Plus- und Minusendstu- 
fen von verschiedenen ICs verwendet. Auch die Zund- 
krefsdiagnose wird nun auf zwei ICs jeweils verteitt. Die 
Zundkreisdiagnose umfasst insbesondere die Wider- 
stands messung des jeweiligen Zundkreises. Auf jedem 
Substrat, also dem IC, sind daher wenigstens eine Pius- 
und eine Minusendstufe vorhanden. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

[0001] Die Erfindung gent aus von einer Vorrichtung zur 5 
Ansteuerung von Ziindkreisen nach der Gattung des unab- 
hangigen Patentanspruchs. 

[0002] Es sind bereits vollintegrierte Plus- und Minusend- 
stufen mit Diagnosefunktionen fiir Zundkreise auf einem 
gemeinsamen Substrat bekannt. Dariiber hinaus ist es be- 10 
kannt, dass ein solches IC mehrere Zundkreise ansteuem 
kann. 

[0003] Aus DE 198 28 432 A 1 ist eine Vorrichtung be- 
kannt, bei der der Zundkreis eine Plusendstufe und eine Mi- 
nusendstufe sowie Mittel zur Zundkreisdiagnose aufweist. 15 
Der Plus- und Minusendstufe sind jeweils Mittel zur Zund- 
kreisdiagnose zugeordnet und es sind Mittel zur Ansteue- 
rung der Plus- und Minusendstufe vorhanden. 
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[0004] Die erflndungsgemafie Vorrichtung zur Ansteue- 
rung von Ziindkreisen mit den Merkmalen des unabhangi- 
gen Patentanspruchs hatdemgegeniiber den Vorteil, dass die 
Sicherheit der Vorrichtung ohne zusatzlichen Hardware- 25 
und Verdrahtungsaufwand erhoht wird, weil die Plus- und 
Minusendstufen mit ihrer dazugehdrigen Zundkreisdia- 
gnose unabhangig voneinander ausgefuhrt sind und die 
Plus- und Minusendstufen fiir einen Zundkreis auf zwei 
gleichartigen, voneinander unabhangigen integrierten 30 
Schaltkreisen angeordnet sein konnen. Es ist damit also eine 
getrennte Ausfuhrung von Plus- und Minusendstufen mog- 
lich. 

[0005] Durch die in den unabhangigen Patentanspruchen 
angegebenen Weiterbildungen sind vorteilhafte Verbesse- 35 
rungen der im unabhangigen Patentanspruch angegebenen 
Vorrichtung zur Ansteuerung von Ziindkreisen moglich. 
[0006] Dariiber hinaus ist es von Vorteil, dass auf einem 
Substrat Plus- und Minusendstufen vorhanden sind, so dass 
es jc nach Situation einem Schaltkreisdesigncr vorbehalten 40 
bleibt, die geeignete Verdrahtung fur einen jeweiligen Zund- 
kreis beziiglich der Minus- und Plusendstufen vorzuneh- 
men. 
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[0007] Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung sind in der 
Zeichnung dargestellt und werden in der nachfolgenden Be- 
schreibung naher erlautert. Es zeigt 

[0008] Fig. 1 ein Schaltbild der erfmdungsgemaBen Vor- 50 
richtung und 

[0009] Fig. 2 ein Diagnoseschaltkreis. 
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[0010] Um Zundkreise mit erhbhter Sicherheit ohne 
Mehraufwand verdrahten zu konnen, werden erfindungsge- 
maB die Ziindkreise mit Plus- und Minusendstufen von un- 
terschiedlichen ICs und damit Substraten versorgt. Der Be- 
griff Substrat bezeichnet hier einen IC, der heutzutage vor- 60 
wiegend aus Silizium besteht. Es sind jedoch auch andere 
Halbleitermaterialien moglich, die ein Substrat bilden, auf 
dem der Schaltkreisentwurf realisiert ist. 
[0011] Fig. 1 zeigt ein Schaltbild der erfindungsgemaBen 
Vorrichtung. Ein Prozessor 1 ist jeweils iiber Datenein-/- 65 
ausgange mit einem Substrat 2 und einem Substrat 3 verbun- 
den, die jeweils Zundkreisansteuerungs-ICs reprasentieren. 
Es ist moglich, dass der Prozessor 1 mit mehr als zwei Sub- 



straten verbunden ist. Ober die Datenein-Aausgange steuert 
und Uberwacht der Prozessor 1 die Komponenten der Ziind- 
kreis-ICs 2 und 3. Das Ziindkreis-IC 2 weist einen Plusend- 
stufentransistor 11, einen Minusendstufentransistor 10, ei- 
nen Diagnoseblock 5 und einen weiteren Diagnoseblock 4 
auf. Dariiber hinaus ist der Zundkreisansteuerungs-IC2 iiber 
den AnschluB 14 mit der Versorgungsspannung verbunden 
und iiber den AnschluB 17 mit Masse verbunden. 
[0012] Ein Zundkreis wird von Plus- und Minusendstu- 
fentransistoren oder kurz Plus- und Minusendstufen ver- 
sorgt, die bei einem Auslosefall durchgeschaltet werden, um 
den Zundkreis mit dem Ziindstrom zu versorgen. Der Plu- 
sendstufentransistor wird so genannt, da er an der Versor- 
gungsspannung angeschlossen ist, wahrend der Minusend- 
stufentransistor an Masse angeschlossen ist. 
[0013] Der Ziindkreis-IC 3 ist analog aufgebaut zu dem 
Ziindkreis-IC 2. Der Ziindkreis-IC 3 weist einen Plusendstu- 
fentransistor 8, einen Minusendstufentransistor 9 und zwei 
Diagnoseblocke 6 und 7 auf. Der Plusendstufentransistor 8 
ist an einer Seite, (hier dem Kollektor), mit der Versorgungs- 
spannung am AnschluB 15 verbunden. Der Minusendstufen- 
transistor 9 ist iiber einen AnschluB 17 mit Masse verbun- 
den. An der anderen Seite ist der Plusendstufentransistor 8 
mit einer Ziindpille 13 verbunden und dem Diagnoseblock 
6. Die Ziindpille 13 befindet sich auBerhalb des Zundkrei- 
sansteuerungs-ICs 3. Der Minusendstufentransistor 9 ist auf 
seiner anderen Seite mit einer Ziindpille 12 und einem Dia- 
gnoseblock 7 verbunden. 

[0014] Der Minusendstufentransistor 10 ist an einer Seite 
am AnschluB 17 mit Masse verbunden und an der anderen 
Seite mit dem Diagnoseblock 4 und der Ziindpille 13. Damit 
liegt die Ziindpille 13 zwischen dem Plusendstufentransistor 
8 und dem Minusendstufentransistor 10 bzw. dem Diagno- 
seblock 6 und dem Diagnoseblock 4. 
[0015] Der Plusendstufentransistor 11 ist auf einer Seite, 
wie oben dargestellt, am AnschluB 14 mit der Versorgungs- 
spannung verbunden und auf seiner anderen Seite mit dem 
Diagnoseblock 5 und der Ziindpille 12, so dass die Ziind- 
pille 12 zwischen dem Plusendstufenstransistor 11 und dem 
Minusendstufentransistor 9 bzw. dem Diagnoseblock 5 und 
dem Diagnoseblock 7 liegt. Die Basis oder das Gate der 
Transistoren 8, 9, 10 und 11 wird von dem Prozessor 1 ange- 
steuert, um diese Transistoren entsprechend durchzuschal- 
ten. Die Transistoren 8, 9, 10 und 11 werden durchgeschal- 
tet, um die Ziindpillen 12 und 13 zu ziinden, falls die Ruck- 
haltemittel ausgelost werden sollen. Im Normalfall, also 
wenn die Ziindpillen 12 und 13 nicht geziindet werden sol- 
len, fiihren die Diagnoseblocke 4, 5, 6 und 7 Diagnosernes- 
sungen der Ziindpillen 12 und 13 jeweils durch. Dabei wer- 
den die Ziindpillen 12 und 13 auf zu groBe bzw. zu kleine 
Widerstande vermessen. Die Widerstande werden iiber 
Spannungen vermessen, die aufgrund von Diagnosestromen 
an den Ziindpillen 12 und 13 abfallen. Oberschreiten die 
Spannungen oder bzw. unterschreiten die Spannungen an 
den Ziindpillen 12 und 13 vorgegebene Werte, dann liegt ein 
Fehlverhalten der Ziindpillen 12 und 13 vor und die Funkti- 
onsweise der Ziindpillen 12 und 13 ist gefahrdet und damit 
auch den Einsatz der Riickhaltemittel. Dies fuhrt dann gege- 
benenfalls zu einer Wamung bzw. einem Abschalten der 
Riickhaltemittel. 

[0016] In Fig. 2 ist beispielhaft eine einfache Messung der 
Spannung iiber der Ziindpille 12 dargestellt Eine Batterie- 
spannung VBat liegt an einem Eingang einer Konstant- 
stromquelle 18 an. Die Konstantstromquelle 18 liefert einen 
konstanten Diagnosestrom ausgehend von der Batteriespan- 
nung VBat. Die Konstantstromquelle 18 wiirde damit dem 
Diagnoseblock 5 bzw. dem Diagnoseblock 6 entsprechen. 
Der Konstantstromquelle 18 wird von dem Prozessor 1 an- 
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gesteuert. Der Prozessor 1 kann gegebenenfalls die Kon- 
stantstromquelle 18 abschallen oder aber in einer Weiterbil- 
dung hohere oder niedrigere Strome schalten, Der Ausgang 
der Konstantstromquelle 18 fuhrteinerseits zu der Zundpille 
12 und andererseits zu einem positiven Eingang eines Kom- 5 
parators 21. Da der Komparator 21 einen sehr hohen Ein- 
gangswiderstand aufweist, wird der gesamte Diagnosestrom 
liber die Zundpille 12 flieBen, die auf ihrer anderen Seite an 
eine Konstantslromsenke 19 angeschlossen ist. Es ist auch 
moglich, hier lediglich einen Widerstand zu verwenden. 10 
[0017] Die Konstantstromsenke 19 ist selbst auf ihrer an- 
deren Seite an Masse angeschlossen und wird ebenfalls von 
dem Prozessor 1 gesteuert. An einen negativen Eingang des 
Komparators 21 ist eine konstante Spannung VI uber eine 
Spannungsquelle 20 angelegt, mit der die Spannung, die am 15 
positiven Eingang des Komparators 21 anliegt, verglichen 
wird. Je nachdem, ob die Spannung VI groBer oder kleiner 
als die am positiven Eingang anliegende Spannung ist, ist 
das Ausgangssignal 22 beschaffen. Dadurch kann der Wi- 
derstand uber die Spannung, die an der Zundpille 12 abfallt 20 
uberpruft werden, 

[0018] Die Konstantstromquelle 18 und die Konstant- 
stromsenke 19 sind hier jeweils aus Stromspiegeln aufge- 
baut. Die Zundkreis-ICs 2 und 3 konnen auch jeweils meh- 
rere Plus- und Minusendstufen aufweisen, um damit meh- 25 
rere Ziindkreise zu versorgen. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Ansteuerung von Zundkreisen (12, 30 
13), wobei die Vorrichtung fur jeden Zundkreis (12, 13) 
jeweils eine Plusendstufe (11, 8) und eine Minusend- 
stufe (9, 10) sowie Mittel (4, 5, 6, 7) zur Zundkreisdia- 
gnose aufweist, wobei der Plus- und Minusendstufe je- 
weils die Mittel (4-7) zur Ziindkreisdiagnose zugeord- 35 
net sind und wobei die Vorrichtung Mittel (1) zur An- 
steuerung der Plus- und Minusendstufen aufweist, da- 
durch gekennzeichnet, dass an einen jeweiligen 
Zundkreis (12, 13) jeweils eine Plusendstufe (11, 8) 
und eine Minusendstufe (9, 10) von voneinander ge- 40 
trennten Substraten (2, 3) angeschlossen sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Mittel (4-7) zur Ziindkreisdiagnose 
eine Widerstandsmessung des jeweiligen Ziindkreises 
(12, 13) durchfuhren. " " 45 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auf jedem Substrat (2, 3) wenig- 
stens eine Plus-(8, 11) und Minusendstufe (9, 10) vor- 
handen sind. 
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